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太陽電池モジュールの信頼性の底上げのため、IEC TC82 WG2 の下で、関連 IEC 規格の大規模

な改訂作業が国際的に進められている。このうち CIGS 太陽電池の Damp heat 試験については我々

の実験結果において、従来の試験方法（暗所・無バイアスで加熱）では、屋外曝露で確認されて

おらず、かつ光照射でも回復しない劣化 (Test-specific degradation, TSD) が僅かに発生してしまう

ことが確認された（図１）。試験条件を実環境に近付けてこの TSD を抑制するため、バイアス電

圧を印加しながら試験するオプションを我々から提案し、IEC61215-1-4 に採用された。しかし同

様に暗所での加熱を伴う試験は他にもあり、それら試験方法についても見直しが進められている。

目下、PID の試験規格について検討が進められているが、特に薄膜太陽電池（CIGS, CdTe, 薄膜 Si

等）についてはデータ不足のため、具体的な試験条件が詰められない状況にある。このため暫定

的な試験条件としての Technical standard (TS)の作成と（図２）、適切な試験条件を探るためのデー

タ収集が進められている。これまでに判っている事、および規格の策定状況について発表する。 
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図１ DH 試験中の順方向バイアス電圧印加の

有無による、モジュールの最大出力(Pmax)
の変化。電圧印加したものは、試験後の光

照射で初期性能を回復する。[1][2] 
 

 
図２検討中の PID 試験手順（IEC TS62804-2 ドラ

フト）。試験前後に Light Soaking を追加する。
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